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碳化硅探测器俘获时间与辐照效应的影响研究
Thursday, 10 August 2023 17:02 (12 minutes)

Top-Transient Current Technology（TCT）作为常见的估计探测器收集电荷的测试手段，在探测器领域
广泛应用。碳化硅探测器因为其较宽的能带间隙，被视为有可能将来用于极端辐照环境中的探测器候
选，同时因为其对温度的不敏感性，可以在常温下进行探测，引起了国内外广泛兴趣。本研究对于辐
照前后的碳化硅探测器样品进行了 top-TCT测试，通过分析探测器的电荷收集情况，进而估计辐照前
后探测器内载流子迁移的平均俘获时间。我们研究了高达 7.8×1014neq/cm2等效中子辐照剂量下探测
器的电学特性。同时，通过我们继续开发快速仿真软件 RAdiation SEmi-conductoR（RASER），优化了
模拟过程、实现了 NGSpice的电子学处理输出。本研究建立了 7.8×1014neq/cm2等效中子辐照剂量以
下碳化硅探测器俘获时间与辐照剂量的量效关系，并在模拟软件 RASER中实现了碳化硅探测器接受一
定剂量辐照后的电子学输出信号表现，与实验结果高度一致。
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